FEST. Funktionale Verifikation von Systemen

Das zweite Clusterforschungsprojekt nach zwei Jahren Projektlaufzeit

Das Projekt FEST hat sich zum Ziel gesetzt,
Lésungen zu erforschen, die eine einheitliche
Verifikation von SoCs ermadglichen. Hierzu werden
- ausgehend von einer Systembeschreibung - bis
hinunter zur elektrischen Ebene Methoden und
Verfahren erforscht, die vorhandene Verifikations-
licken schlieBen und dadurch ein hohes Verbes-
serungspotenzial ermoglichen. Die Projektpartner
unterstiitzen mit dem gewonnenen Forschungs-
Know-how die Halbleiter-Industrie in Deutschland
mit dem Ziel, die deutsche Kompetenz auf diesem
Gebiet auch in Zukunft auf hochstem Niveau zu
halten. Eine noch weiter gesteigerte Qualitat

in der Verifikationsmethodik erméglicht es der
deutschen Industrie, Risiken von Entwurfsfehlern
zu verringern und den dazu nétigen Aufwand zu
minimieren. Die Verifikation - eine Schliisselkom-
ponente des SoC-Entwurfs — wird mit diesem For-
schungsvorhaben nachhaltig gestarkt und verhilft
der Industrie zu einer nachhaltigen Starkung der
Wettbewerbssituation.

Motivation

Durch eine permanente Reduzierung des Strom-
verbrauchs sowie durch neue technologische
Integrationstechniken erleben wir stetig neue Anwen-
dungsmaglichkeiten und eine beispiellose Miniaturisie-
rung von elektronischen Produkten: Bis heute wird von
Mikroelektronik und mikroelektronischen Systemen
gesprochen, obwohl es sich langst um Nanoelektronik
und nanoelektronische Systeme handelt. Mit ihren ana-
logen Ein- und Ausgangen ermaoglichen sie die Kommu-
nikation mit dem Menschen, also zu nicht-elektrischen
Signalen sowie die effiziente Ubertragung durch Funk.
Durch ihre digitalen Prozessoren und Datenspeicher
verwirklichen sie eine leistungsfahige Datenverarbei-
tung, z.B. sind neueste Mobilfunkgerate in der Lage
Videos abzuspielen. Allein die Nanoelektronik bietet
das Potenzial, um weiterhin den Leistungshunger bei
Multimedia- und Spiel-Applikationen zu befriedigen.
Diese nanoelektronischen Systeme sind hochinte-
grierte Bausteine und werden auch als ,, Systeme auf
einem Chip” (System on a Chip, SoC) bezeichnet. Die
Miniaturisierung dieser SoCs bringt zwar viele Vorteile
mit sich, aber auch groRe Herausforderungen:

» Hat man noch die Fahigkeiten Produkte in neuen
Technologien fehlerfrei zu entwerfen?

» Ist die GroRe der Entwurfsteams fir SoC-Entwiirfe
noch ausreichend?

» Wie lange dauert es, ein System bis zur Marktreife
ohne Fehler zu entwerfen?

» Kann die nationale Industrie noch die Produkte ent-
werfen, die zur Absicherung wichtiger deutscher
Maérkte notwendig sind?

Der Benutzer erwartet von diesen Produkten, dass
alle Funktionen zuverldssig ausgeflihrt werden. Diese
Anforderungen nach Zuverlassigkeit und Sicherheit
stehen der wachsenden Komplexitat nanoelektro-
nischer Systeme gegenuber. Die Halbleiter-Industrie
bewegt sich damit in einem Bereich, der sich durch
héchste Anforderungen, Komplexitat, Kurzlebigkeit
der Produkte und extremen Kostendruck auszeich-
net. Um sich hier zu behaupten, ist ein zuverlassiger
Entwurfsprozess eine entscheidende Voraussetzung.
Dieser zuverlassige Entwurfsprozess kann aber nur zur
Verfligung stehen, wenn die Anstrengungen, die zur
Qualitatssicherung unternommen werden missen, in
Zukunft noch weiter gesteigert werden.

Viele lukrative Markte haben sehr hohe Anforde-
rungen an die Zuverlassigkeit

Die deutsche Industrie hat sich in Méarkten etabliert, die
sehr hohe Anforderungen an die Zuverlassigkeit stellen.
Exemplarisch sind hier zwei Mérkte beschrieben. In der
Automobiltechnik erfolgen die meisten Innovationen
schon jetzt nur in Verbindung mit der Nanoelektronik.
Hier sind die Bereiche Infotainment, fahrerunter-
stltzende Systeme, Zuverlassigkeit und Sicherheit
hervorzuheben. Der Industrie ermdéglichen diese
Innovationen sich insbesondere im Premiumsegment
von anderen Wettbewerbern zu differenzieren. Die
Selbstverpflichtung der europaischen Mitgliedsstaaten
zur Halbierung der Anzahl der Unfalltoten wird die
Anwendungen von SoC-Produkten beschleunigen, um
der Anforderung nach mehr Sicherheit im und am Auto
nachkommen zu konnen. So hat laut Statistischen Bun-
desamt ein falscher Reifendruck im Jahre 2002 rund

25 Prozent der Verkehrsunfélle verursacht. Elektro-
nische Reifendruck-Sensoren kénnen hier zusétzlich
Sicherheit schaffen. Ein von einer deutschen Firma
beherrschter Markt sind Sicherheits- und Smartcards-
ICs. Hier dominiert Infineon den weltweiten Markt,
gefolgt von Philips und STM. Das Marktvolumen ist
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